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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DE MESURE ET DE COMMANDE DE PROCESSUS —
METHODES ET PROCEDURES GENERALES D’EVALUATION
DES PERFORMANCES —

Partie 3: Essais pour la détermination des effets
des grandeurs d’influence

AVANT-PROPOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation i i Lomposée
de I'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiohauX\de ¥a C 1. ha r objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questionsNde NOKN S aines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autre i Rli ationales.

Leur glaboration est confiée & des comités d'études, aux travé 5sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationalef, goUvs S htales, en
liaisor) avec la CEIl, participent également aux travaux, k < 'Organisation
Internptionale de Normalisation (ISO), selon des conditig i isatipns.

2) Les décisions ou accords officiels de la CE
du popsible un accord international sur les
sont rgprésentés dans chaque comité d’étude

3) Les d 6 mandations internationales. lls sopt publiés
commje normes, rapports techniques ou guid S ¢ls par les Comités nationaux.

a mesure
ntéressés

4) Dans |e but d'encourager I'dnifi 5s nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon |transparente, dan Q i ofmes internationales de la CEIl dans leufs normes
nationfales et régionales. e di [ a ng/me de la CEl et la norme nationale ou|régionale
corregpondante doit étrg indt 3 irs\dans cette derniére.

5) La CHI n’a fixé pCé afquage comme indication d’approbation et sa resgonsabilité
n'est pas engagé eN & é conforme a I'une de ses normes.

6) L'attemti iré e Ihs/des éléments de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objet] i e i IIectuee ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tdnue pour
respo IR els droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Norrpe int [ 62298-3 a été établie par le sous-comité 65B: Dispoditifs, du

comité ¢ 3 65 : Mesure et commande dans les processus industriels.

Le texte

FDIS Rapport de vote
65B/320/FDIS 65B/331/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEIl 61298 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositifs de
mesure et commande de processus — Méthodes et procédures générales d’évaluation des
performances:

Partie 1: 1995, Généralités

Partie 2: 1995, Essais dans les conditions de référence

Partie 3: 1997, Essais pour la détermination des effets des grandeurs d’influence

Partie 4: 1995, Contenu du rapport d’évaluation
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL DEVICES -
GENERAL METHODS AND PROCEDURES
FOR EVALUATING PERFORMANCE -

Part 3: Tests for the effects of influence quantities

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worIdW|de Qrganizg '0 ardizati omprising
all national electrotechnical committees (IEC National Com . 5 : i promote
interngtional co-operation on all questions concerning stand ionNq tF i ic|fields. To

this epd and in addition to other activities, the IEC publishes i S ards. i aration is
entrudted to technical committees; any IEC National with may
participate in this preparatory work. International, s liaising
with the IEC also participate in this prepara anization

for Sfandardization (ISO) in accordance the two
organfzations.

2) The f sible, an
intern psentation
from gll interested National Cofamittees.

3) The dpcuments produced h e ioy i i i in the form
of stapdards, technical rgports } i i i se.

4) In order to promote int ernational
Standprds transpérentl hrds.  Any
diverglence bet ¢ pe clearly
indicated in the lattef.

5) The IE e for any
equip

6) Attent that some of the elements of this International Standard may be tle subject
of pate held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internat - d IEC\61298-3 has been prepared by subcommittee 65B: Deviceq, of IEC

technica 5 ~Npdustrial-process measurement and control.

The tex{ of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

65B/320/FDIS 65B/331/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 61298 consists of the following parts, under the general title Process measurement and
control devices — General methods and procedures for evaluating performance:

— Part 1: 1995, General considerations

— Part 2: 1995, Tests under reference conditions

— Part 3: 1997, Tests for the effects of influence quantities

— Part 4: 1995, Evaluation report content
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INTRODUCTION

Cette norme ne se substitue pas aux normes existantes mais doit plutdt étre considérée
comme un document de référence utilisable pour des normes futures concernant |'évaluation
des instruments de commande de processus, émanant de la CEIl ou de tout autre organisme. |
convient que toute révision de normes existantes prenne la présente norme en considération.

Il convient que ce document serve de base normative commune pour la préparation des

normes futures applicables de la maniéere suivante:

— il est recommandé que toute méthode ou procédure d'essai déja
normE—soit—SpecTifiee i
corr

- 9 c U d UTVETE U c [Jd A c ~dU Ja

prése
crité
— il est
ident

traitée dans la présente

agraphe

et de la
[Bnt aux

lirement
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INTRODUCTION

This standard is not intended as a substitute for existing standards, but is rather intended as a
reference document for any future standard developed within the IEC, or other standards
organizations, concerning the evaluation of process instrumentation. Any revision of existing
standards should take this standard into account.

This common standardized basis should be utilized for the preparation of future relevant
standards, as follows:

+ thad yr nranad le

Hied and

— any
desc

— any f
spec
Sstate

— any
ident

act o a o adira alrasdv, traatad 1 thiic ctondoard ol
Cor I CtToU— U pTrottoutTre —aimcauy acatCu— 1T oS Staraard;, Siio

Fibed in the new standard by referring to the corresponding claus

articular method or procedure, not covered by this standard,
fied in the new standard in accordance with the criteria, as
d in this standard;

onceptual or significant deviation from the content of
fied and justified if introduced in a new standard.

®

rd;

ped and
blicable,

e clearly
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DISPOSITIFS DE MESURE ET DE COMMANDE DE PROCESSUS —
METHODES ET PROCEDURES GENERALES D’EVALUATION
DES PERFORMANCES —

Partie 3: Essais pour la détermination des effets
des grandeurs d’influence

1 Domaine d’application

La préqg s pour
I'exécut iques de
perform . his sont
applicaljles a tout dispositif a condition que ce dispositif sojt te i propres
grandeyrs d'entrée et de sortie et par la relation spécifique ( i ntre les
entrées| et les sorties. iti i 5 our les
disposit jonction

avec la horme particuliére de produit spécifiant ces esgai

La présente partie de la CEl 61298 couvre les egsajs 1€ 5 la détermination dg¢s effets
des grapdeurs d'influence.

2 Réfdrences normatives

Les dodquments normatifs Suivants ! iti i, i bférence
gui y edt faite, constituen ‘ ithe S $ i 61298.
Au monfent de la publicationNes édjti iquéeys étai i hormatif
est sujgt a révision et|lespatti naptessaux accords fondés sur Ia présente parfie de la
CEIl 61398 sont@? 5 ' sibilité d'appliquer les éditions les plus fécentes
des doduments n s.”Les membres de la CEIl et de I'|SO possgdent le
registre[des Normes j

CEIl 60( 319¢ S ‘envifonnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Ch: Essai
continu j

CEIl 60p NXL99 ais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc: Vlbrations
(sinusol

CEIl 60068<2-31:1969; Essais d'environnement — Deuxieme partie: Essais — Essai Ec: Chute et
culbute| essai destiné en premier lieu aux matériels

CEIl 60654-1:1993, Matériels de mesure et de commande dans les processus industriels —
Conditions de fonctionnement — Partie 1: Conditions climatiques

CEI 60902:1987, Mesure et commande dans les processus industriels — Termes et définitions

CEIl 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 2: Essais dimmunité aux décharges électrostatiques. Publication
fondamentale en CEM

CEIl 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 3: Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux
fréquences radioélectriques. Publication fondamentale en CEM
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PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL DEVICES -
GENERAL METHODS AND PROCEDURES
FOR EVALUATING PERFORMANCE -

Part 3: Tests for the effects of influence quantities

1 Scope

This paft of IEC 61298 specifies general methods and procedureg far ' ts and
reporting on the functional and performance characteristics @ nt and
control |devices. The tests are applicable to any such devi €s ch i eir own
specificlinput and output variables, and by the specific relatj \ \ i hetween
the inpuyts and outputs, and include analogue and digita require
special fests, this part of IEC 61298 is to be used, toge tandard
specifying special tests.

This palft of IEC 61298 covers tests for the effe

2 Normative references

The foll nis text,
constitu indicated
were v S based
on this \ v ne most
recent qditi e ive documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain
register -

IEC 60068-2-3:198 ¢ sting — : : , y state
IEC 60068-2 ) Wi ing — : CVi 1 ] dal)
IEC 60 topple,
primarily for

IEC 60p54-1:1993, “Industrial-process measurement and control equipment — Olperating
conditiors—~Part-1-Climatic-conditions

IEC 60902:1987, Industrial-process measurement and control — Terms and definitions

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC publication

IEC 61000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. Basic
EMC publication
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CEIl 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves.
Publication fondamentale en CEM

CEIl 6100-4-5:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 5: Essais d'immunité aux ondes de choc

CEl 61298-1:1995, Dispositifs de mesure et de commande de processus — Méthodes et
procédures générales d’évaluation des performances — Partie 1: Généralités

CEl 61298-2:1995, Dispositifs de mesure et de commande de processus — Méthodes et
procédures générales d'évaluation des performances — Partie 2: Essais dans les conditions de
référence

CEl 61298-4:1995, Dispositifs de mesure et de commande de protess
procédures générales d'évaluation des performances — Partie 4: Contend o

3 Défipitions

Pour leg besoins de la présente partie de la CEl 61298, tes té s ‘appliquent.
Les définitions marquées d'un astérisque (*) sont i dans la
CEI 60902, mais ce dernier document comporte des hotgs

3.1
D.E
disposit|f essayé

3.2
grandeyr d'influence
paraméfre d'essai @” condition représentant un aspect de
I'enviror P 1\ di i It Toretionner

3.3

granded
granded it tJay PMvariable et peut en général étre mesurée (par ¢xemple
tempérs i

3.4
signal*
grande\

; b ou plusieurs parameétres sont porteurs d'informations sur| une ou
plusieurs au

gue le signal représente.

3.5
étendue*
gamme des valeurs comprises entre les limites inférieure et supérieure de la grandeur considérée

3.6
intervalle*
différence algébrique entre les limites supérieure et inférieure d'une étendue déterminée

3.7

événement inattendu

panne, défaut de fonctionnement, anomalie du dispositif ou dommage inopiné a ce dispositif
survenant durant une évaluation, et nécessitant une intervention du constructeur

3.8

procédure d'essai

spécification des essais a effectuer et des conditions de chaque essai, établie d'un commun
accord avant d'effectuer les essais entre le constructeur, le laboratoire d'essai et le client (ou
['utilisateur)
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IEC 61000-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. Basic EMC publication

IEC 61000-4-5:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement

techniques — Section 5: Surge immunity test

IEC 61298-1:1995, Process measurement and control devices — General methods and

procedures for evaluating performance — Part 1: General considerations

IEC 61298-2:1995, Process measurement and control devices — General methods and
procedures for evaluating performance — Part 2: Tests under reference conditions

IEC 61p98-4:1995, Process measurement and control devices —
proceddres for evaluating performance — Part 4: Evaluation report co

3 Defipitions

For the purpose of this part of IEC 61298 the following defi e marked
asterisk| (*) are identical to those given in IEC 60902, b as~additional
3.1

DUT

device ynder test

3.2

influence quantity %

test parameter chosen to\repregdent a dit representing one aspect of the envi

under which a device may opera

3.3

variable
guantityl
temperd

3.4
signal*
physica
variable

3.5

General

ethd

ds and

with an
hotes.

fonment

ed (e.g.

DI more

range*

region of the values between the lower and upper limits of the quantity under consideration

3.6
span*
algebraic difference between the upper and lower limit values of a given range

3.7
unexpected event

device breakdown, failure to work, anomaly, or inadvertent damage occurring during an

evaluation which requires correction by the device manufacturer

3.8
test procedure

statement of the tests to be carried out, and the conditions for each test, agreed between the
manufacturer, the test laboratory, and the purchaser/user before the evaluation starts
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4 Généralités
4.1 Criteres

Sauf spécification contraire, les effets des essais décrits dans la présente norme doivent étre
évalués par la détermination des modifications des caractéristiques fonctionnelles et de
performance dues a la modification de chaque grandeur d'influence appliquée séparément.

Les grandeurs d'influence doivent varier de maniére suffisamment lente pour ne provoquer
aucun dépassement en quelqu'endroit que ce soit du DE. Un temps de stabilisation suffisant
doit étre respecté pour chaque valeur ou état de la grandeur d'influence avant de procéder a la
lecture des valeurs. Il peut s'avérer utile de vérifier, par des mesures spécifiques effectuées
sur cesreffets;—si—tes—vartations—des—grandeurs—d'influenceprovogquent-ades<vartatipns des
caractélistiques du DE autres que celles traitées dans la présente norm

Dans le| cas de dispositifs a sortie discontinue tels que les alarme i gnt étre
réalisés|pour déterminer les effets de l'influence spécifiée.

Lors d'uUn essai donné, on doit faire varier uniquement la gra Lelle cet
essai particulier est réalisé. Toutes les autres grandeurs 4

aux confditions de fonctionnement de référence.

On doit| tenir compte cependant des combinaisons|de(deux (0 s)/grandeurs d'influence
suscept|bles d'aggraver les conditions, de fong z c ispositif

Il convignt que les valeurs limites des grandeuxs irdiquées dans la présentp norme
soient Utilisées en l'absence d'indicatigh de valer es par le constructeur ou l'utilisateur.
Les réspltats d'essais a ces valeurs peuv gnés dans le rapport d'essail s'il y a
accord ¢ntre le constructed

4.2 Prgcédures générp

Les progédures 3
du type| d'essai, dd Kp

exemple zéro, intepya

Dy

des effets des grandeurs d'influence dépendent
de ses caractéristiques les plus significatiyes (par

Il convig établies conformément aux critéres définis en 51 et 5.2
de la CH g inx des essais trop séveres.

Afin de isfa 1Ces chteres, il est bon que le DE soit essayé en évaluant les dffets de
toutes les grandeur eptibles d'influencer ses performances: cet énoncé généfal n'est

valable |'évalyation des performances et les essais de type.

Pour leg eSsais individuels de série et par échantillonnage, il convient de ne faire varigr que la
grandeur d'influence considérée comme ayant le plus deffet ou convenue enire Tes parties.
Lorsque cela est possible, tous les essais doivent étre effectués en mesurant la variation de la
sortie du DE.

Il convient que les variations causées par les effets d'une grandeur d'influence spécifique soient
généralement exprimées en pourcentage de l'intervalle de sortie. Pour certains dispositifs, il
peut étre plus pratique de les exprimer par rapport a l'intervalle d'entrée (voir 4.1.6 de la
CEI 61298-2). Il convient que la valeur d'entrée soit réglée de facon a ce que la sortie ne soit
pas limitée, en prenant par exemple des entrées correspondant a 5 % et 95 % au lieu de 0 %
et de 100 %. Pour la méme raison, les essais qui peuvent provoquer des variations
importantes du signal de sortie (tels que par exemple l'interruption de la tension d’alimentation,
I'application de transitoires électriques rapides, etc.) peuvent étre exécutés pour des valeurs
d’entrée qui correspondent a une sortie & 50 % de sa plage de variation.
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4 General considerations

4.1 Criteria

Unless otherwise stated, any effects of the tests described in this standard shall be assessed
by determining the change in the functional and performance characteristics due to the single
influence quantity applied.

Rates of change of influence quantities shall be sufficiently slow to ensure that no overshoot of
the influence quantities occurs at any point in the DUT. Sufficient time shall be allowed for
stabilization at each value or state of the mfluence quantrty before takrng readmgs It may be
useful tp—t T f " ne_ipfluence

guantitie d in this
standargl.

In the G ucted to
establis

Only thd & d during
a specif] . i intaing g reference\operating conglitions.
Howevelr, G lantities
which i ghditiong” (& ctrticdl device, temperafure and
supply

The lim i ities ified\i tandard should be used if po other
limit val ' i At these
values ¢

4.2 Geperal procedure

The procedures < i f [ iti [l on the
kind of the’ type [ ignifi isti ..

est, on D, span,
etc.).
The pro d 5.2 of
IEC 612
To satis lantities
which mi valid for
perform

For routine and sampling tests, only the influence quantity which is considered to have the
most effect or is agreed between the parties should be applied. Wherever possible, all the tests
shall be carried out by measurement of the change of the output of the DUT.

The deviations caused by the effect of the specific influence quantity should be expressed
generally as a percentage of the output span. On certain devices, it may be more convenient to
express it in terms of the input span (see 4.1.6 of IEC 61298-2). It is important that the input
should be set so that the output is not limited; so in all tests, inputs corresponding to, for
example, 5 % and 95 % may be used instead of 0 % and 100 %. For the same reason, tests
that can produce large deviations on output (for example, supply voltage interruptions,
electrical fast transients, and so on) may be executed at input levels held at a value which
produces 50 % output signal.
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Si les dispositifs ont une sortie tout ou rien telle qu’une alarme, les essais doivent étre conduits
de fagon similaire pour établir les conditions limites pour lesquelles les performances sont
affectées, avec un seuil d’alarme ou de basculement établi a 10 % au-dessus ou au-dessous
de la sortie nominale.

5 Effets de la température ambiante

5.1 Critéres

Un temps suffisant de stabilisation thermique du DE doit étre prévu pour chaque température
avant d'effectuer les mesures correspondant a l'essai.

La périd
vérifier,
nécessd

Quel gy
basse ¢
tempérs
de temp

Les di
tuyaute
tempérs

5.2 Prd
Les effe

indiquéd

Il convig
tempérs

L'essai
tempérs

eérature pour les mémes valeurs d'essai.

I'ehceinte d'essaj,

positifs pneumatiques doivent dispose
e et d'entrée soit a |Ip

ie d'alimentation d'air suffisante™afin q
ture que le DE.

cédure d'essai

par le constructe & : es \inites indiguées dans le tableau 1.

ent que leg limites™d'ess
tures renttive deg

mmes d'essais pour la température ambiante

de de stabilisation dépend de la masse du DE et de sa dissipation d'énergie)| Pour la
on enregistre habituellement le signal de sortie du DE. Tr ent étre
ires.

e soit le cycle de température prescrit, pour les cyc ¢ hbérature
bt & la température haute, il est important de réali méme
ture, afin de pouvoir effectuer les comparaisons a yels de variations

d'une
méme

gsurés dans l'étendue de température

pérature ambiante correspondent a la glage de

t le méme essai de performances pour |[chaque
i chqisie,,en commencant a la température de référence (120 °C).

(CEI 60654-1) typique

ANS
Q\%p\é& re Classe de température Condition de fonctionnement

min y}ax.
+5 +40 B2 A l'intérieur ou sous abri
0 +55 - A l'intérieur, dans des emplacements chauds
-25 +55 C2 A l'extérieur
-50 +40 D2 A I'extérieur, conditions extrémes

Il convient que les températures ambiantes des essais soient généralement choisies par pas
de 20 °C, jusqu'aux températures limites indiquées pour le DE.

Par exemple, pour les températures de la classe de température D2, le cycle sera le suivant:
+20 °C (température de référence), +40 °C, +60 °C, +85 °C, +20 °C, 0 °C, =20 °C, —40 °C, +20 °C.

Suivant accord entre les parties concernées par le programme d'essai, un essai sur seulement
guatre températures peut s'avérer suffisant: 20 °C (référence), maximum, minimum et 20 °C.
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In the case of discontinuous output devices such as alarms, the tests shall be conducted in the
same way to establish the conditions at which the performance is affected, with the

alarm/switching level set to 10 % above or below the nominal output.

5 Ambient temperature effects

5.1 Criteria

Sufficient time shall be allowed at each test temperature to permit thermal stabilization of the

DUT before test measurements are taken.

The stapilization period is a function of the DUT mass and of energy dissjpatio

checked by recording the output signal of the DUT. It may be as long a

Whatevger the temperature cycle prescribed, during the temperature
temperdture, it is important to carry out the measurements at
repeat dycles so as to permit comparison.

Pneumdtic devices shall have sufficient air supply tubi
the supply and input air are at the same temperature &

5.2 Test procedure

The effects of ambient temperature sh

intended operational location of tfie DU

The test shall be carried

ambient tempera@ beginnin

Jable\l

at the\geferenee temperature (+20 °C).

hight temperature test ranges

mpgaratuge emperature Typical service
(\ ° class (IEC 60654-1) application
s \an.

A\ min
\rs\ +40 B2 Indoors or sheltered locations
0 +55 - Indoors in hot locations
—)5\/ +55 C2 Outdoor locations
-50 +40 D2 For extreme outdoor locations

hormally

lhd high
5 during

ure that

cified by

5 at the

ted test

The test ambient temperatures should be chosen generally at 20 °C intervals, up to the

specified limit temperatures for the DUT.

For example, for the temperature class D2, the test temperature cycle should be +20 °C

(reference), +40 °C, +60 °C, +85 °C, +20 °C, 0 °C, -20 °C, —40 °C, +20 °C.

If agreed by all parties in the test programme, a test at only four temperatures, 20 °C

(reference), maximum, minimum, and 20 °C, may be sufficient.
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Il convient que la tolérance pour chaque température d'essai soit de £2 °C, le taux de variation
de la température ambiante étant inférieur a 1 °C par minute. Aucun réglage du DE n'est
autorisé au cours du cycle d'essai.

Un deuxieme ou troisieme cycle de température sans réglage du DE peut étre demandé dans
le programme d'essai. Pour chaque température d'essai, les données doivent étre relevées
pour des valeurs de sortie croissantes et décroissantes tous les 25 % de l'intervalle.

Les variations de la sortie pour chaque valeur d'essai doivent étre calculées a partir de la
moyenne des valeurs mesurées croissantes et décroissantes et consignées en pourcentage de
I'intervalle de sortie idéal. Toute variation importante de I'hystérésis, de la linéarité ou de la
reproductibilité doit également étre calculée et consignée. Voir CEl 61298-4.

Tout efjet sur un affichage numérique doit également étre consigné, mpuis J8sypertes de
contraste, de luminosité, les distorsions et bits manquants.

6 Effets de I'humidité relative ambiante

Pour dé ) s ANs une
enceint¢ d'essai dont I'humidité relative est controlég % des
niveaux

Le DE d

Les mes Y S i e de sortie, dans les delix sens.
L'humidjté relative doit ensu étre Lévitant
le dépdq de condensation s 48 h.
Suivant|les programme

Les mes$ures d » ées tous les 25 % de l'intervalle de sortie, dans
les deux sens.

Le DE de 3 h,
jusqu'a

Les mes

Toute variation™de la\valeur inférieure de I'étendue ou de l'intervalle doit étre calgulée et
consigngesen-pourcertage de l'intervalle de sortie.

Il est bon que toute modification importante de [I'hystérésis, de la linéarité ou de la
reproductibilité soit également calculée et consignée.

Un contréle visuel doit également étre effectué a la suite de I'essai afin de vérifier les indices

de détérioration des composants ou de pénétration d'humidité a l'intérieur des enceintes
étanches.
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The tolerance for each test temperature should be #2 °C and the rate of change of ambient
temperature should be less at 1 °C per minute. No adjustments to the DUT shall be made
during the test cycle.

A second or third temperature cycle, without any adjustment of the DUT, may be specified in
the test programme. At each test temperature, data shall be recorded for increasing and
decreasing values of output at each 25 % of span.

The output changes at each test value shall be calculated from the average of the upscale and
downscale readings and reported in per cent of ideal output span. Any significant changes in
hysteresis, linearity or repeatability shall also be calculated and reported. See IEC 61298-4.

Any effécts on a digital display indicator shall also be reported, inclyding loss ofigontrast,
brightngss, distortion or missing bits.

6 Amblient relative humidity effects

The eff humidity
test ch b 3 % of
the spe

The DUT shall be stabilized at the re elative i ature of
40 °C +)2 °C.

Measuréments shall be taken at each 25

The relative humidity sha

depositipn of condensa
48 h. If agreed in the t

ling the
at least

The me pn.
With the than 3 h
to the ofrigi

After stapili

Any cha cent of
output ¢

In addition, any significant changes in Nysleresis, finearity or repeatability shoutd be calculated
and reported.

In addition, a visual examination shall be made after the test to check for indications of
component deterioration or moisture having entered sealed enclosures.
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7 Vibrations

7.1 Généralités

Les procédures générales utilisées pour cet essai sont conformes a la procédure décrite dans
la CEl 60068-2-6.

Les effets dus aux vibrations doivent étre déterminés conformément a la procédure suivante,
en utilisant les amplitudes créte, les niveaux d'accélération et les gammes de fréquences
indiquées par le constructeur.

En l'absence de spécification de la part du constructeur, on doit utiliser |'une des conditions
d'essai puivantes (voir tableau 2) en fonction de I'environnement d'utilisatign du dispasitif.

Les mesures doivent étre réalisées avant et aprés I'exposition aux vigratiens.

Hoit étre
ANt trois

Le monfage du DE doit étre conforme aux instructions de mon
monté gur un banc de vibrations et soumis a des vibrations
axes pefpendiculaires entre eux dont I'un doit étre vertical.

La rigidité du banc de vibrations et les moyens de ; i bttre de
transmdttre les vibrations au point de montage nome ini e ou de
gain.

Le niveau de vibrations de I'essai doit ét

Les vibrations doivent étre appliquées lors bc 50 %

du signal d'entrée.

d'essais de vibration

Le signdl de sortie doit|éte enter toute variation du signal de Hortie.

Gamme de Amplitude Amplitude dg
fréquences créte du I'accélératio
d'essai déplacement
mm m/s2
lle\de c ﬁmd ou environnement 10 a 150 0,075 9,8
K de 9) iveau de vibrations
En on&me t Mm de processus ou 10 a 500 0,15 19,6
oléodutsa bas hjveau de vibrations
Environnemert de processus a haut 10 a 2 000 0,21* 29,4*
niveau de vibrations ou oléoduc & haut ou
niveau de vibrations 0,35 19
* Valeur non dérivée de la CEl 60068-2-6.

NOTE - La fréquence de transition entre amplitude constante et accélération constante est nominalement de
60 Hz. Le déplacement constitue le critere au-dessous de la fréquence de transition et I'accélération au-dessus de
cette fréquence.

Les essais de vibrations se composent des trois étapes suivantes:

— recherche initiale de résonance;

— conditionnement d'endurance par balayage de la fréquence sur la gamme de fréquences
indiquée au tableau 2 ou suivant les spécifications du constructeur ou de I'utilisateur;

— recherche finale de résonance.

Ces trois étapes doivent s'effectuer I'une aprés l'autre. A chaque étape, le DE doit étre soumis
a des vibrations suivant chacun des trois axes principaux avant de passer a I'étape suivante.
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7 Vibration

7.1 General considerations

The general procedures of this test comply with the procedure described in IEC 60068-2-6.

The effect of vibration shall be determined by the following procedure using the peak
amplitudes, acceleration levels, and frequency ranges specified by the manufacturer.

In the absence of manufacturer's specifications, one of the following test conditions (see
table 2) related to the application environment of the device shall be used.

Measur¢ments shall be made before and after the vibration exposure.

The DUT shall be mounted, in accordance with the manufactur rs inst ru t|0n f normal
installatlon, on a vibration table where it shall be subjected to r ibrations in
each of three mutually perpendicular axes, one of which sha

The rigiflity of the vibration table and of the mounting Y shall be such|that the
vibration is transferred to the normal mounting point ¢ ith ifimum of loss|or gain.

The tes

Vibratio

The out

al \}st Displacement Acceleration
ca on eq cy range peak amplitude amplitude
mm m/s?
A
Control r fielchwi 10 to 150 0,075 9,8
vibration @g‘;\\
Fiel neral @ Ilca 10 to 500 0,15 19,6
p|pm ow\vibr

mlbr ion I&vel or 10 to 2 000 0,21* 29,4+
|pe h vibyation or
0,35 49

* Not'gerived frym IEC 60068-2-6.

NOTE - [The  erossover frequency between constant amplitude and constant acceleration is nominally 60 Hz.

Disp|ace entis-thae -criterion-below-the-crossover—and-accelerationis—the-criterion-above—it
g T

The vibration tests shall include three stages:

— an initial resonance search;

— an endurance conditioning by sweeping the frequency over the appropriate frequency range
specified in table 2, or as specified by the manufacture or by the user;

— a final resonance search.

These three stages shall be performed in sequence. At each stage, the DUT shall be vibrated
in each of the three major axes before proceeding to the next stage.
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7.2 Recherche initiale de résonance
Le but de cette recherche initiale de résonance doit étre d'étudier le comportement du DE, de
déterminer les résonances de chaque composant et les fréquences de résonance

correspondantes, et d'obtenir des informations permettant une comparaison avec la recherche
finale de résonance.

La vitesse de balayage ne doit pas étre supérieure a 0,5 octave par minute.

Lors de la recherche de résonance, on doit noter les fréquences entrainant

a) des variations significatives du signal de sortie;

b) des rlésonances mécaniques des composants ou sous-ensembles.

ent  étre
9ale de

Toutes |les amplitudes et fréquences auxquelles ces effets se
consignges afin de les comparer avec celles détectées lors
résonance spécifiée ci-dessous.

7.3 Copditionnement d'endurance par balayage

Cet essai s'effectue par balayage de la fréquence g€ vibrs khme ave par
minute, [sur I'ensemble de la plage choisie.

Il convignt que le nombre total de cycgtes de ‘ es trois
directioms perpendiculaires entre elles)

7.4 Retherche finale de résonance

La recherche finale de ré itiale de

résonarnlce, avec les méme

Les fréquences ge_rés
signal de sortiect
comparges.

7.5 Mg

ives du
Ent étre

Un confrdle i bon état
i e leurs

. Toute

variation de la valeur inférieure de I'étendue ou de l'intervalle doit étre consignée et gxprimée

en our oantann do 'intargalla A~ cartin
p Certgt—oaCc—Trtcrvant—ot—SoTtts

8 Chocs, chutes et culbutes
L'essai doit étre conforme a la procédure Ec de la CElI 60068-2-31.

Avant d'effectuer I'essai, les mesures de référence de la valeur inférieure de I'étendue et de
I'intervalle doivent étre consignées.

Lors de l'essai, alimentation et entrées peuvent étre coupées.
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7.2 Initial resonance search

The initial resonance search shall be carried out to study behaviour of the DUT to determine
any component resonances and the corresponding resonance frequencies, and to obtain

information for comparison with the final resonance search.
The sweep rate shall be not greater than 0,5 octave per minute.

During the resonance search, frequencies shall be noted which cause

a) significant changes in the output signal,

b mecr—anir\:ﬂ raconanceac of comnonante orcith accamhliac
aH a1 eSO eeS o o pP o eSS B—SuoaSSEHBHes:

compar¢d with those found during the final resonance search specifig

7.3 Enflurance conditioning by sweeping

The test is carried out by sweeping the vibration frequenc
over thg range selected.

The total number of sweep cycles should be
perpendicular directions.

7.4 Finlal resonance search

The fingl resonance search shall be made i
with the|same vibration characteristics.

The respnance frequerngjes,
signal, found in the init

7.5 Finfal meas 9

The satisfactory
visual ekamination\fona

The salisfs srmancevof the DUT shall be verified with a measurement t

change

8 Sho

pf the DUT shall be verified at the end of the tes
or cracks in the components or mountings.

ler to be

minute

mutually

\rch and

e output
red.

s with a

pst; any

The test shall be made according to the test procedure Ec of IEC 60068-2-31.

Before the test, reference measurements of lower range-value and span shall be recorded.

During the test, the power supply and inputs may be switched off.
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Le but de cet essai est le suivant:

— simuler des heurts et cahots susceptibles de se produire lors de réparations ou de
manipulations brusques lors de l'utilisation;

— vérifier le degré minimum de solidité mécanique.

La procédure de «chute sur une face» doit étre appliquée de la fagon suivante:

Le DE, placé en position normale d'utilisation sur une surface lisse, dure et rigide, en béton ou
en acier, est basculé autour d'une de ses arétes inférieures jusqu'a ce que la distance entre
I'aréte opposée et la surface d'essai soit de 25 mm, 50 mm ou 100 mm (valeur convenue entre
le constructeur et Iutlllsateur) ou Jusqua ce que I'angle formé par la face inférieure et la
surface [dessarsotde—30°srTette dermiere conditiom est moms Severe SO e taisse ensuite
tomber |ibrement sur la surface d'essai.

Le DE doit étre soumis a une chute autour de chacune des quatre a

A l'issug de cet essai, le DE doit étre examiné pour vérifier qu'il R'a pa

Toute variation de la limite inférieure de I'étendue et deH'i ignée| dans le
rapport.
Si des VYariations ont été notées, on doit vérifie aglé 3 afin de

rétablir |es performances initiales.

NOTE - Hour les cas particuliers, suivant accord,
dans la CEIl 60068-2-31.

indiqués

9 Positions de montagg
Dans lep cas ou le DH L ensi 3 gsition, la variation de la limite inférleure de

['étendue et de Lintery
positionp |nd|qu

I'intervalle de sortie

Quatre
perpendi

sees avec une inclinaison effectuée dans deux plans
autre.

Lorsqu'fhe i san de 10° est excessive pour la configuration du DE, I'inclinaison maximale
indiquéd

10 Dépassement de calibre

Cet essai doit étre effectué en mesurant toute variation résiduelle de la limite inférieure de
I'étendue et de l'intervalle résultant d'un dépassement de 50 % du calibre d'entrée, pour des
réglages de la valeur maximale et minimale de l'intervalle, sauf spécification contraire du
constructeur.

L'entrée doit étre augmentée progressivement de la limite inférieure de I'étendue a la valeur de
dépassement de calibre choisie pour I'essai.

Aprés un dépassement de calibre durant 1 min, I'entrée doit étre ramenée a la limite inférieure
nominale de I'étendue.

Au bout de 5 min supplémentaires, la limite inférieure de I'étendue de mesurage et l'intervalle
doivent étre définies en pourcentage de l'intervalle de sortie.
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The object of this test is

— to represent knocks and jolts likely to occur during repair work or rough handling in use;

— tove

The pro

rify the minimum degree of mechanical ruggedness.

cedure of "dropping on to a face" shall be applied as follows:

The DUT, standing in its normal position of use on a smooth, hard, rigid surface of concrete or
steel, is tilted about one bottom edge so that the distance between the opposite edge and the
test surface is 25 mm, 50 mm or 100 mm (value chosen by agreement between manufacturer
and use), or so that the angle made by the bottom and the test surface is 30°, whichever

conditio

The DU

After thi

Any change in lower range-value and span shall be recordeg

If any ¢
perform

NOTE - |

9 Mou

Where 1
i

by 10° i
recorde

Four me

Where
specifie

10 Ove

This tes

n is the less severe. It is then allowed to fall freely onto the test surface.

I shall be subjected to one drop about each of the four bottom &dges

S test, the DUT shall be examined for damage.

ance can be re-established.

 special cases, by agreement, one of th -31 may be used.

nting position

which result fros-ovekranging the input by 50 % at the minimum and maximum span s¢

not othgrwise spe

ied by the manufacturer.

nanges are noted, it shall be verified that the DUT caq & ysted so that the initial

caused
red and

other.

Clination

t by measuring any residual changes in lower range-value gnd span

ettings if

The input shall be increased gradually from the lower range-value to the over-range selected

for the t

est.

After the over-range has been applied for 1 min, the input shall be reduced to the nominal
lower range-value.

After a further 5 min have elapsed, the lower range-value and the span shall be determined in
per cent of output span.
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Si le dispositif doit subir les essais de dépassement de calibre dans les deux sens, comme
dans le cas des instruments de mesure différentiels et des instruments dont I'entrée peut se
situer a la fois en-dec¢a de la limite inférieure de I'étendue et au-dela de la limite supérieure de
I'étendue, les essais doivent étre effectués conformément aux indications données plus haut
en commencant par dépasser la limite supérieure de I'étendue et en poursuivant par le
dépassement vers le bas de la limite inférieure de I'étendue.

Toute variation de la limite inférieure de I'étendue de mesurage et de l'intervalle déterminée
aprés les dépassements dans chaque direction doit étre consignée.

NOTE - Si le dépassement de calibre entraine des effets thermiques importants, il convient que la durée
d'application soit allongée en conséquence.

11 Effets de la charge de sortie

Le but dle cet essai est de déterminer les effets de la variation de rgendessortie sur le
signal de sortie.

11.1 Sprtie électrique

Afin de |[déterminer les effets de la charge de sortie si iqie’de sortie| on doit
faire vafier la résistance de charge de la valeur mini imale indiqude par le
construgteur. Toute variation de la limite inférieure-de ritervalle provoquée par
ces varjations doit étre exprimée en : alle~xde sortie. La chufe de la
tension |[de sortie du DE, pour la valedr m i également étre cdnsignée
lorsque [le DE est un transmetteur a dewx fi g effets dus a la connéxion de
charges| capacitives ou inductives soien

11.2 Sprtie pneumatique

Cet essfi doit s'effectu

12 Effe
121V
Pour le d'autres
disposit a limite
inférieufg Iintervalle pour la tension d'alimentation et la fréquence
nominal pant les variations de ces valeurs pour les mémes valeurs d'entrée,

Tensio

a) Valeur nominale.

b) Valeur nominale +10 % pour les alimentations alternatives, ou valeur nominale +20 % pour
les alimentations continues, ou valeur limite donnée par le constructeur si elle est plus
élevée.

c) Valeur nominale —15 % pour les alimentations alternatives ou continues, ou valeur limite
donnée par le constructeur si elle est moins élevée.

Fréquence

a) Valeur nominale.
b) Valeur nominale +2 % ou valeur limite donnée par le constructeur, si elle est inférieure.
c) Valeur nominale —10 % ou valeur limite donnée par le constructeur, si elle est supérieure.
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If the DUT is to be tested for over-range effect in both directions, as with differential measuring
devices and devices whose input may be both below the lower range-value and above the
upper range-value, it shall be tested as described above, first over-ranging above the upper
range-value, and then over-ranging below the lower range-value.

Any changes of lower range-value and span determined after over-ranging in each direction

shall be

recorded.

NOTE - If over-ranging produces significant thermal effects, the duration of application should be increased

according

ly.

11 Output load effects

The purpose of this test is to determine any effects on the output signa e .o tlet load is
varied.

11.1 Electrical output

To detefmine any effect on an electrical output signal, the 40ad ed from
the minfjmum to the maximum value specified by the n lower
range-value and span caused by the variations sha b of the
output gpan. The output voltage drop at the DUT at the e noted
when the DUT is a two-wire transmitter. Congidexaio ffect of
connectjng capacitive or inductive load

11.2 Ppeumatic output

This tesft shall be carried out as specifie

12 Po

121 S

For two lectrical
devices s of the
lower ra dpply voltage and frequency, then noting the chgnges of
these V| lues of input, caused by the following supply voltage and

frequen

Voltage
a) Nom
b) Nom

nal’ value +10 % for a.c. supplies, or nominal value +20 % for d.c. supplies

, or the

£

mant

fravaric livatt of il oy
ractarc TS T Ty reT

c) Nominal value —15 % for a.c. or d.c. supplies or the manufacturer's limit if less.

Frequency

a) Nominal value.

b) Nominal value +2 % or the manufacturer's limit if lower.

c) Nominal value —10 % or the manufacturer's limit if higher.
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Chaque valeur de tension doit étre combinée a chaque valeur de fréquence de facon a obtenir
neuf ensembles de mesures pour les alimentations alternatives ou trois ensembles de mesures
pour les alimentations continues.

Pour les cas ou I'on combine une tension et une fréquence basses, une vérification doit étre
effectuée pour établir que, avec un signal d'entrée de 100 % de l'intervalle, la sortie n'est pas
limitée a une valeur inférieure & la valeur maximale de la plage.

Les variations de tension et de fréquence doivent s'effectuer doucement et progressivement.
Les mesures a 0 % et 100 % de la sortie doivent s'effectuer dans des conditions de régime
permanent de tension et de fréquence.

Les vari

ations a 0 % et 100 % de la sortie doivent étre calculées et consighées

pourlcentage

|'essai

pour les
@ valeur
nsignés
tension
tension
doivent

entation
ominale

toires.

de l'intefvalle de sortie idéal.
12.2 Effets des transitoires de tension d'alimentation
L'essai foit s'effectuer en réalisant les ensembles de mesure swyivan
doit s'effectuer conformément a 12.1, mais seulement a la
variatioms de tension en échelons (temps de montee i€ ) de’+10 %
alimentations alternatives (20 % pour les alimentation
nominal i
en foncki
peuvent n
d'alimer]
étre réali
12.3 RE
La sortig e/de I'étendue, a la tension d'alim
nominale re réduite a 75 % de la valeur n
pendam
Il convig e soit pas inférieur & 100 ms afin d'éviter les trans
Les vari nction du temps doivent étre consignées en pouicentage
de l'inte
Il convig entage du circuit représenté par la figure 1 ou un montage équivalent soit
utilisé.
Sourcm . e s

d Dispositif a

Signaux > - ——

d'entrée

Enregistreur
a 2 voies
Réducteur de
Alimentation - tension L

d'alimentation

IEC 244/98

Figure 1 — Circuit utilisé pour les essais de diminution et
d'interruption de la tension d'alimentation
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Each value of voltage shall be combined with each value of frequency so that the result will be
nine sets of measurements for a.c. supplies or three sets of measurements for d.c. supplies.

Under low-voltage/low-frequency conditions, a check shall be made to establish that, with the
input at the 100 % of the span, the output does not limit below its upper range-value.

The voltage and frequency changes shall be made smoothly and gradually; the measurements
at 0 % and 100 % of output shall be made in steady-state conditions of voltage and frequency.

The changes at 0 % and 100 % of output shall be calculated and reported in per cent of span.

12.2 Transient supply voltage effects

the test
‘bes (rise

The test shall be carried out by the following sets of measurements;
shall be|carried out as in 12.1 but with nominal frequency only. The

time legs than 1 ms) in voltage of +10 % for a.c. supplies (b . es) and
—15 % from nominal, applied for 10 ms, 100 ms, 1 000 ms and 10~Q00 ecorded
over tim : voltage
Crossov ep.

12.3 S

The out
then the

1ge, and

The rise
The chgnge in output shal It span.

The cirg

Input
signal >
TN
\
Two-channel
recorder
Supply
Supply —mpf voltage ———— P
depressor

IEC 244/98

Figure 1 — Arrangement for supply voltage depression or interruption tests
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12.4 Interruptions de courte durée de la tension d'alimentation

Le but de cet essai est de déterminer non seulement les effets en régime permanent sur la
sortie, mais également les caractéristiques transitoires consécutives aux interruptions et aux
rétablissements de la tension d'alimentation.

L'entrée doit é&tre maintenue constante a 50 %.

Les essais doivent étre organisés conformément a 12.2 et a la figure 1 mais, dans ce cas, pour
les dispositifs alimentés en continu, les essais doivent étre effectués avec des interruptions de
5 ms, 20 ms, 100 ms, 200 ms et 500 ms. Pour les dispositifs alimentés en alternatif, les
interruptions doivent se produire au point de passage a zéro de la tension, pendant une durée
de 1, 5,[f0et2Z5TycTlEs.

L'essai |peut également étre effectué en appliquant au moins 10 eatoires

pendan{ chaque durée.

Dans le| cas de dispositifs a sortie discontinue tels que les_ala € ' ivient étre
effectugs de la méme facon afin de déterminer les conditig ffectd performances, le
niveau @'alarme ou de commutation étant réglé a 10 % a : a sortie
nominalg.

Les valgurs suivantes doivent étre consignées:

— variafions maximales négative et
I'intefvalle de sortie;

lage de

— temp)
rétablissement de la tensjon;

Nt apres

— toute|variation perman&qte

12.5 Pfescriptions d’i

Cet es$ai est

électriglies.

entation

Cet ess ément aux prescriptions de la CEl 61000-4-4, a un nijveau de
SEevVerité steur. Les salves a haute fréquence doivent étre coup|ées par
une pir 8 a l'ensemble des entrées de signaux électriques| puis a
I'ensemp i sighaux électriques.

NOTE - e i ehts de processus industriels, seules des tensions d'essai supérieures oy égales a
1 kV prés 1

L'entréd doit’étre maintenue constante a 50 %.

Les circuits d'alimentation doivent étre protégés par un filtre éliminateur convenable
comprenant au moins une bobine d'arrét de 500 puH capable de supporter le courant du réseau.

Pendant les essais, toute variation de sortie due aux transitoires doit étre enregistrée par un
dispositif rapide afin d'avoir un enregistrement permanent de tout effet di aux transitoires.

Les résultats doivent étre consignés en pourcentage de l'intervalle de sortie, en fonction du
niveau d'essai en kV.

NOTE - Il convient de s'assurer que les dispositifs d'enregistrement ne risquent pas d'étre eux-mémes affectés par
les pointes transitoires appliquées au DE.

Un essai analogue doit étre effectué sur l'alimentation électrique du dispositif au moyen du
réseau de couplage décrit dans la CEl 61000-4-4.
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12.4 Short-term supply voltage interruptions

The purpose of this test is to determine not only the steady-state effects on the output, but also
the transient characteristics which may occur due to the interruption and recovery of the supply

voltage.

The input shall be held constant at 50 %.

The tests shall be arranged as in 12.2 and figure 1, but in this case, for d.c.-powered devices,
the tests shall be made with interruptions of 5 ms, 20 ms, 100 ms, 200 ms and 500 ms.
For a.c.-powered devices the interruptions shall occur at the crossover point and shall be for 1,

5,10 an

d 25 cycles duration.

Alternat]

duratior.

Corcern
way in g
level hal

The foll

— the maximum transient negative and

span

— the't
of po

— anyf

12.5 FS]:
This te

This teg
severity|
capaciti
all the o

NOTE - |

The inp

The suf

vely, the test can be carried out be applying at least 10 rand

ing devices with threshold outputs, such as “alarms”, te§
rder to assess the conditions influencing their perfopm

bwing values shall be recorded:

wer;
ermanent change i

choke o

f 500 pH capable of carrying the line current.

of each

:I:]e same
utation

e output

blication

ly.

-4, at a
ed by a

ast of a

During the tests, any changes in output due to the transients shall be recorded with a high-

speed d

evice to obtain a permanent record of any effects of the transients.

The results shall be reported as a percentage of the output span for a given test level in kV.

NOTE - Care should be taken that the recording devices are not themselves directly affected by the voltage spike
applied to the DUT.

A similar test shall be carried out on the electrical power supply to the device, by means of a
coupling network defined in IEC 61000-4-4.
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12.6 Prescriptions d'immunité aux ondes de chocs

Cet essai est requis seulement pour les dispositifs a alimentation électrique.
Le niveau d'entrée doit étre maintenu a une valeur produisant 50 % du signal de sortie.

L'essai doit étre réalisé conformément aux prescriptions de la CEIl 61000-4-5, a un niveau de
séveérité spécifié par le constructeur.

Les impulsions a haute énergie sont induites au moyen du réseau de couplage défini dans la
CEIl 61000-4-5.

NOTE - IPans Tes environnements de processus Idustriels, seules des tensions dessal
1 kV (coyplage direct symétrique) ou 2 kV (couplage direct asymétrique) présentent
I'impédanfce de source du générateur soit de 42 Q.

égales a
vient que

Pendani les essais, toute variation de sortie due aux surtensions de it &tre™enr¢yistrée,
ainsi qup toute détérioration du dispositif ou toute rupture de fusile

12.7 Pyotection contre l'inversion de la tension d'alimentag
(diispositifs a courant continu)

suite de|cet essai, les tensions maximales admis se.

Tout mauvais fonctionnement ou touts inférieure de I'étendué¢ ou de

I'intervalle doit étre enregistré.

12.8 Variations de la presgi

Pour effectuer l'essai, bression
d'alimentation nominale\nqgte i par les

variatiofps suivantes d ‘éntrée:
a) +10 o de la va:; f

b) —15 46 de la vale

Les varifti ] oN% t s'effectuer doucement et progressivement. Les mesurg¢s a 0 %
et 100 ¢ i i

Les vari Y % de la sortie doivent étre calculées et consignées en pouicentage
de l'inte

12.9 Interruptions de la pression d'alimentation

L'entrée doit étre maintenue constante a 100 % (ou a 90 % s'il y a limitation de la sortie).
L'essai d'interruption doit étre réalisé en arrétant I'alimentation en pression du DE pendant 1 min.

Lorsque le dispositif est réalimenté en pression, il ne doit pas sortir de la tolérance de
référence. Toute variation du signal de sortie ou de la durée d'établissement doit étre enregistrée.
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12.6 Surge immunity requirements

This test is required only for devices with electrical power supplied.

The input levels shall be held at a value which produces 50 % output signal.

The test shall be carried out in accordance with the requirements of IEC 61000-4-5, at a

severity

level specified by the manufacturer.

The high energy pulses are induced by means of a coupling network defined in IEC 61000-4-5.

NOTE - In_industrial environments, only test voltages of 1 kV or more (symmetric direct coupling) or 2 kV
(asymmefric direct coupling) are of interest. The source impedance of the generator shoul

During the tests, any changes due to the surge voltages on the pawer \s e to be
recordefl, as well as any damage caused to the device or the rupture

12.7 Rpverse supply voltage protection (d.c. devices)

Unless the manufacturer states that damage will occur a t, the maximum
allowed|supply voltage shall be applied in reverse.

Any malfunction or change in lower range value g

12.8 Sppply pressure variations

The test shall be carried out first checKing the the lower range and span at|nominal

supply {
values ¢

a) +10
b) —15 4

The pre
100 % @

The chg
of the o

129 S

ressure (pneumatic), then noti 2
s following e variations:

centage

The inpuit shalkbesheldconstant at 100 % (or at 90 % if output limiting occurs).
The interruptiom teststrattbetonducted by shuttimgoff thesuppty pressure {prreumnTati
DUT for 1 min.

) to the

When the supply pressure to the device is reapplied, it shall not be allowed to vary by more
than the reference tolerance. Any changes in output and settling time shall be reported.
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13 Perturbations électriques

13.1 Perturbations de mode commun

Le but de cet essai est de déterminer les effets sur la sortie de tensions parasites appliquées
successivement entre les bornes d'entrée et de sortie et la terre.

Cet essai ne s'appligue qu'aux dispositifs dont les bornes sont isolées de la terre.

Il doit étre effectué en mesurant les variations de la limite inférieure de |'étendue et de
I'intervalle provoquées par la superposition d'un signal alternatif de 250 V efficaces a la

fréquence du réseau, entre la terre et chaque borne d'entrée et de sortie syccessivement. Si le
construgteur indique une valeur inférieure & 250 V, c'est cette valeur inférieure_qui-gloit étre
utilisée.|Une résistance de 10 kW doit étre connectée en série avec la pation.
On doit Hase de
l'alimen ence
Cet ess

Une ten (choisir
la plus tructeur
indique

Lors de doit étre alimenté a parfir d'une
source gle signaux d'entrée ne subissantpas les\effe signal de mode commun.

Pour leg dispositifs a entrg >OUTE signaux doit consister en une squrce de
courant|chargée par une capac '

Pour leg dispositifs.a a soyrce de signaux doit consister en une squrce de
tension chargée @z impéd : agsant pas 100 Q a la fréquence du réseau.

La variati al d'entrée de 0% et 100 % (ou 10 % et 9D %) de
I'interva ée en pourcentage de l'intervalle de sortie.

NOTE - e mode commun sont également couramment effectués en apgliquant le
signal d'dss 8 edx bornes d'entrée ou aux deux bornes de sortie. Si I'impédance|entre les
bornes egt mpédance par rapport a la terre, les deux méthodes d'essai donnent deg résultats
équivalen| décrite’ ci-dessus a été choisie afin de favoriser I'homogénéité des méthodgs et des
résultats organiswes féalisant les essais, pour une gamme étendue de dispositifs.
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13 Electrical interference

13.1 Common mode interference

The purpose of this test is to determine the effect on the output due to extraneous voltages

applied

This tes

between the input and output terminals in turn and earth.

t is only applicable to devices with terminals which are isolated from earth.

It shall be carried out by measurement of the changes in lower range value and span caused
by the superposition of an a.c. signal of 250 V r.m.s. at mains frequency hetween earth and

each in
then thi
the inte

The pha

supply, b

The tes

A potenti
positive
than 50

capacitd

For vol

age-inp@ i
impedanfce no greatey1

The ch{
as a pef

NOTE - (

or both o

both test
of method

but and output terminal in turn. If the manufacturer specifies a vafue less thar
b lower value shall be used instead. A 10 kW resistor shall be se
ference.

se of the interfering signal shall be varied over 360°

ess, shall be us
er specifies a va

250 V,
ies with

e of the

bd, both
ue less

output

eported

poth input
to earth,
nsistency
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La figure 2 représente un montage d'essai approprié.

I L Oscilloscope \

I I

Sonst JCd O
AN I

|_ Terre de \

I'enveloppe Charge  Voltmetre
du dispositif digital

Alimentation 50 Hz/60 Hz

réglable en phase et
en amplitude

Il F

|
CALAALY
Y'Y Y

Générateur a courant alternatif de mode commun

[
Source
d’'entrée

\
~ ¢

Voltmetre
digital

IEC 24698

13.2 P arturbati@

Cet esspi sert a d bn série
avec le pignal d'e

Pour les bn série
s'obtien e 10 Q
maximu

Il convignt,que le paipt commun de la connexion en paralléle du secondaire du transfdqrmateur
et de lajrésistance de charge non connecté directement au dispositif soit relié a la terre|

Il convient que la sortie des dispositifs comportant une isolation entre I'entrée et la sortie soit
reliée a la terre lorsque la perturbation est appliquée a I'entrée. Il convient de faire varier la
phase de la perturbation sur 360° par rapport a celle de I'alimentation du DE (s'il est alimenté
en alternatif). Il est bon que les mesures s’effectuent & 10 % et 90 % de l'intervalle de sortie.

La connexion au DE étant ouverte, on doit régler la tension du primaire de facon que la tension
de mode série aux bornes de la résistance de charge soit de 1V (valeur de créte). On
connecte alors le DE dans le circuit et on mesure la variation de la valeur moyenne du signal
de sortie. On regle la phase de la tension du transformateur de fagcon a obtenir une variation
maximale du courant de sortie. On consigne alors la variation de la valeur moyenne du courant
continu si elle est inférieure a 0,5 % de l'intervalle réel. Si la variation mesurée est supérieure
a 0,5 % de l'intervalle, on réduit la tension de mode série en diminuant la tension au primaire
jusqu'a ce que la variation du signal de sortie soit égale a 0,5 % de l'intervalle.
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A suitable test set-up is shown in figure 2.

Oscilloscope
[ L | P

Input source bUT | | | | [ | é}
[ [

Device

enclosure Load Digital voltmeter
earth

50 Hz/60 Hz alternating
voltage unit adjustable for

YY)

<
|
| |
UA NN

Common mode a.c. generator

[
rput source

Load Digital voltmdter

— IEC 246/p8

iigu e
13.2 Nprmal mod¥’in

This teg
superim|

fluence on the device output caused by an a.c| voltage
ignal.

For dev 3\ 2 with d.c. signals (current or voltage), the series voltage is pbtained
across fhe of a fransformer shunted with a resistance in parallel of 10 Q maximum

The sideaofr the parallel connection of the transformer secondary and loading resistor not
directly commectedtothedevice should-beearthed:

For devices with isolation between input and output, the output should be earthed when
interference is being applied to the input. The phase of the interference should be varied
over 360° relative to that of the DUT supply if this is a.c. Measurements should be carried out
at 10 % and 90 % of output span.

By adjusting the primary voltage, the series mode voltage across the loading resistor shall be
set to 1 V, peak value, with the connection to the DUT open-circuited. The DUT is then
connected into the circuit, and the change in the mean value of the output signal is measured.
The phase of the transformer voltage shall be set so that the change of the output current has
its maximum value. The change of the mean d.c. value of the output signal is noted, if smaller
than 0,5 % of the actual span. If the measured change is greater than 0,5 % of span, the series
mode voltage is reduced by reducing the primary voltage until the change in the output signal
equals 0,5 % of span.
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On indique la valeur correspondante de la tension de mode série.

Pour les dispositifs fonctionnant a partir de signaux alternatifs (en courant ou en tension), la
perturbation de mode série consiste en une tension continue de 1 V, sauf spécification
contraire du constructeur. Le DE est essayé successivement avec chaque polarité.

La figure 3 représente un circuit d'essai approprié.

Oscilloscope

13.3 M

Le but ¢
des bor
de l'enty

Les varfations d
de l'intefvalle de

On doit

14 Eff

Le but

alternatjve, avec

Source
D.E

d’entrée

| 1

| I

10Q

—
Terre de

veiller a

I'alimentation a c.a.
IEC 247/p8

sur la sortie par la mise al la terre
. Cet essai s'effectue a 0 % gt 100 %
rie des bornes indiquées et en copsignant

s@ ivent étre consignées et exprimées en pouilcentage
i

st™de déterminer l'effet, sur la sortie, des distorsions de l'alimentation
> harmoniques de la fréquence d'alimentation fondamentale.

série avec

La distorstom—est—provogquée par—une—atmentatiom—auxitiaire—fornctionmant—en

l'alimentation principale au travers d'un transformateur d'isolation abaisseur. L'alimentation
auxiliaire doit pouvoir fonctionner depuis le second jusqu'au cinquiéme harmonique de la
fréquence d'alimentation fondamentale.

Il convient d'utiliser le montage d'essai représenté par la figure 4 ou un montage équivalent.
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The corresponding value of the series mode voltage shall be stated.

For devices which operate from a.c. signals (current or voltage), the normal mode interference
is a d.c. voltage of 1 V unless otherwise specified by the manufacturer. The DUT is tested with
each polarity in turn.

A suitable test set-up is shown in figure 3.

| L

Load Oscilloscope

13.3 Eagrthing

The pufpose of this test i
brminals which arg

signal t
100 % d
on each

Care sh

14 Haf

The pur
power s

The disfortion is produced by an auxiliary power supply operating in series with the ma

Figure 3 — Arrangem

ntNor

de nte@e test

Input ( ) DUT |
source v s e ¢
l L \?oltltalt(r
Transformer with screened secondary Device
10Q closyre
3 ¢
D, E 58 HAG0 Rz alternating
A.C. power voeltage\unit adjustable
supply earth — r phase\and dmplitude
IEC 247/98

e output caused by earthing those

% and
e effect

the a.c.

n power

supply through a step down isolation transformer. The auxiliary power supply shall be operable
at the second to fifth harmonics of the fundamental supply frequency.

The test set-up shown in figure 4 or an equivalent arrangement should be used.
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Source de signaux Moniteur Oscilloscope
d'entrée > DE i de sortie Vert. Hor.
Source ;
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(RS
L Il
Source de ‘ v \! v-
tension de Analyseur de ou oltm&tre d¢ tension
fonctionnement distorsion é\e{mtl bfficace
de référence
\/EC 248/98
Figure 4 — Circuit d'essai des effets de la distorgion_h
Pour effectuer cet essai, on doit mesurer tout d'abordAa sorti i He 10 %
et 90 % de l'intervalle, sans application de distorsion. O it e alors I'harmonique

spécifié| et on doit en faire varier la phase ition du

construg¢teur, on doit utiliser les niveauxde dis

Les val D0 % de
I'interval
Les var ent étre
calculéd

15 Eff

Le but d j 2t effets d'un champ magnétique alternatif exterpe induit

Il n'est y

Le DE : @ Un champ magnétique de 400 A/m (efficaces) orienté suivant I'axe
princip

Cet esspindoit étre réalisé a 10 % et 90 % de l'intervalle d'entrée. Les variations doivent étre
calculées et consignées en pourcentage de l'intervalle de sortie. On doit déterminer les effets
du champ sur I'ondulation de la sortie.

L'essai doit étre répété en orientant le champ magnétique suivant deux axes supplémentaires
perpendiculaires au premier.

NOTE — Un champ magnétique d'environ 400 A/m est obtenu au centre ou a proximité du centre d'une bobine
carrée ou circulaire d'un diameétre de 1 m constituée de 80 spires dans laquelle circule un courant de 5 A.
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Input signal Output Oscilloscope
source — buT -~ monitor Vert. Hor.

fl MA
/

Source of 2
<

harmonics
J
—  J
Reference v v \‘\ 7
operating Distorsion analyser or RMSa.d.
voltage wme r
source
[EC 248/98
The tes with no
applied gh 360°
phase s hd 10 %
shall be|used.
The ma
The makimum changes of g led as a
percentage of the span.
15 Magnetic fF@ef e
The purpose of this sty field on
the outp
It is not
The DU Jong the
major axi
The test shall be conducted at 10 % and 90 % of input. The changes shall be calculgted and
reported-as—a—percentage—of-the-output-span—he—etfectof-thefield-on-theripple—content of the

Ay SA-aa—d Sa- )

output shall be determined.

The test shall be repeated with the magnetic field directed along two additional axes mutually
perpendicular to the first.

NOTE — A magnetic field of approximately 400 A/m will be obtained at or near the centre of a square or circular coil
of 1 m diameter, having 80 turns and carrying a 5 A.
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Les figures 5a et 5b représentent un exemple d'application du champ d'essai.

............................

7 A ?A(\(

) AR

Equipement de petite dimension Equipement EZ’ 24948

Figure 5a — Exemple d'application du champ d'essai’par

Q%

DE

\ Equipement fixe IEC 250/98

Figure — Exemple d'application du champ d'essai par la méthode de proximité

Figure 5=

16 Conséquences de I'application des champs électromagnétiques rayonnés

16.1 Généralités
Le but de cet essai est de déterminer l'effet, sur la sortie du DE, des champs

électromagnétiques tels que ceux rayonnés par les émetteurs/récepteurs portables (talkies-
walkies) ou par tout autre équipement générant une énergie électromagnétique en continu.

Les critéres et les procédures décrites dans le présent article sont extraites de la CEl 61000-4-3.

Les dispositifs doivent étre essayés dans des conditions se rapprochant le plus possible de la
configuration d'installation.
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Figures 5a and 5b showns examples of application of the test field.

............................

i
— <L =
Small equipment ¥C 249/9%
Figure 5a — Example of application of the test fi
N
D.U.T.
Q N\
H v
[
\ \> Stationary equipment IEC 250196
Figur — Example of application of the test field by the proximity method

Figure 5 — Examples of application of the test field

16 Radiated electromagnetic interference

16.1 General considerations

The purpose of this test is to determine the effect on the output of DUT of electromagnetic
fields, such as those radiated by portable radio transceivers (walkie-talkies) or any other
equipment that will radiate continuous wave electromagnetic energy.

The criteria and procedures contained in this clause are extracted from IEC 61000-4-3.

All testing of the DUT shall be performed in conditions as close as possible to installed
configuration.
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Les niveaux de séveérité de I'essai doivent étre conformes aux spécifications du constructeur.

Le cablage doit étre conforme aux recommandations du constructeur et le dispositif doit étre
installé dans son enveloppe, équipé de tous ses capots et panneaux d'acces, sauf spécification
contraire.

Si le dispositif est destiné a étre monté sur un panneau, dans une baie ou une armoire, il
convient qu’il soit essayé dans cette configuration.

Il est recommandé que les essais s'effectuent dans une chambre blindée ou dans une chambre
anéchoique (voir CElI 61000-4-3).

ile_ d'établir
$ sur les

La varié mes a essayer font gu'ilest di
des critd s rayonnements électfomagn

disposit|fs et les systemes.

16.2 Procédure

Si ces gssais sont réalises dans une chambre blindée ou anéchuique, Ne(DE doit étfe placé sur
une table en bois, au centre de l'enceinte. Le DE g \ cables
d'alimentation et de signaux conformément aux instructign

Si le cdblage d'entrée et de sortie du dispositif n'est pa ifi 5 paires
torsadég¢s non blindées et laisser une longueuy 3 i xion au
disposit|ff exposée aux rayonnements €lectroptagné eS) { blié aux
filtres ef au cablage blindé connecté i < hambre
blindée.

L'antenpe biconique et l'antenne spirale champ

électrompagnétique sont platées 3 du a pouvoir utiliser toute la gampme des
fréquenges de 27 MHz a ‘ ‘ la position des antennes a la fré¢quence
de trangition de 200 MBz. La C aMp requise est déterminée en placant les gppareils

de mesuire d'intensité d ANK irectement le long de ce dernier et en cgntrélant
la valeyr du champ inck ur d'intensité de champ situé a I'extéfieur de
I'enceinte tout e % 1 éstinée a I'antenne appropriée.

La gamme des fréque S balayge de 27 MHz a 500 MHz, en s'arrétant pour fégler le
niveau fgu signal puter les oscillateurs et les antennes. La fréquence de
balayagp est de 10-3 décades/s. Les fréquences sensibles ou les fréfuences

NOTE - Plautres mé uyent étre utilisées pour établir le champ dans la mesure ou des champp corrects

Des obj (i imension (25 cm x 25 cm x 25 cm) peuvent étre essayés au moygn d'une
cellule TEM a plaques conformément a la procédure correspondante (voir CElI 61000-413).

Les résultats d'essai peuvent étre enregistrés en se basant sur les conditions de
fonctionnement et les spécifications fonctionnelles du DE.

Ces enregistrements peuvent mettre en évidence par exemple

a) les effets du champ électromagnétique sur la sortie du DE:
i) sous forme d'effet mesurable cohérent,

i) sous forme d'effet aléatoire, non reproductible et éventuellement classé par la suite
comme effet transitoire se produisant lors de l'application du champ électromagnétique
et d'un champ permanent ou semi-permanent se poursuivant aprés application du champ
électromagnétique;

b) toute détérioration du DE due & I'application du champ électromagnétique.

Dans le cas d'essai de recette, le programme d'essai et l'interprétation des résultats d'essai
sont soumis a l'accord du constructeur et du client.
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The test severity levels shall be in accordance with the specification of the manufacturer.

Wiring shall be consistent with the manufacturer's recommended procedures, and the device
shall be in its housing with all covers and access panels in place, unless otherwise specified.

If the device is designed to be mounted in a panel, rack or cabinet, it should be tested in this
configuration.

The test should be performed in a shielded room or in an anechoic chamber (see IEC 61000-4-3).

The variety and diversity of devices and systems to be tested make difficult the task of
establishing general criteria for the evaluafion of the effecis of elecironyagnétic radiption on
devices|and systems.

16.2 Procedure

If the tgst is carried out in a shielded room or anechoic cham d in the
centre af the enclosure on a wooden table. The DUT is theé 2 d signal
leads agcording to the relevant installation instructions.

If the wiring to and from the unit is not specified, unshig isted wiring shall pe used
and leff exposed to the eIectromagnetlc radla'o : ' m from the point of
connectjon to the DUT. After this, the y ith i and shielded wirirjg which
connectp to the test equipment outsid e

The bic ield are
placed y MHz to
500 MHE to be traversed witf iti 400 MHz
crossover frequency. TheNequi ield s ~ i [ [ Strength

er via a
e to the

meter(s) on top of or d

remote field strength i
appropr|ate ante@

The fred level or

to switc Cades/s.
The sensiti d.

NOTE - ated and
verified.

Small opj 25 cm x 25 cm) can be tested in a stripline circuit with the |suitable

procedure (see. IE 000-4-3).

The testTesultsTmay be Tecordedomthe basis of theoperating conditions—and—the—fdnctional
specifications of the DUT.

The records may show, for example

a) the effect of the electromagnetic field on the output of the DUT:
i) as a consistent measurable effect,

ii) as a random effect, not repeatable, and possibly further classified as a transient effect
occurring during the application of the electromagnetic field and as a permanent or semi-
permanent field after the application of the electromagnetic field;

b) any damage to the DUT resulting from the application of the electromagnetic field.

In the case of acceptance tests, the test programme and the interpretation of the test results
are subject to agreement between manufacturer and user.
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17 Décharge électrostatique

17.1 Généralités

Cet essai sert a déterminer l'effet produit sur la sortie d'un appareil par des décharges
électrostatiques telles que celles générées par l'opérateur touchant l'appareil et celles
générées entre les objets situés a proximité dudit appareil.

Les criteres et les procédures contenus dans ce paragraphe sont extraits de la CEI 61000-4-2.

Afin d'éliminer les amb|gwtes qU| peuvent survenlr en ralson des caracterlsthues divergentes
des différents ure normalisée
d'étalon

Pendan malisée,

Les nive BVeErité i i & isis ¢ i s cificqtion du
constru

L'enviro sur les

résultat$ des essais.

La vari¢té et la diversité des disposii difficile
d'établir] des critéres généraux pour I'éwalua 'o harge 'é icité i sur les
disposit|fs et les systémes.

17.2 Ptocédure

Pour pouvoir compare d'essai
différents, on doit en vé

Les esshis effect

Le DE gst placé § 'épaisseur
environ,

Le planie mm au
minimur nais ils

doivent avoir ke epa' seur de 0,65 mm au minimum.

La dimgnsieh minimale de la surface au sol est de 1 m2; la dimension finale varie selon les
cotes du DE. Le plan de reference dolt depasser du DE de 0,1 m au minimum de chaque c6té.

Le plan de référence doit étre raccordé au conducteur de protection du réseau de terre.
Le DE doit étre disposé et raccordé en fonction de ses caractéristiques fonctionnelles.

Une distance minimum de 1 m doit étre prévue entre le DE et les murs du laboratoire et toute
autre structure métallique.

Le DE doit étre raccordé au réseau de terre conformément aux spécifications de montage du
constructeur; aucun autre raccordement a la terre n’est autorisé.
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